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東京⼯業⼤学 物質理⼯学院　応⽤化学系応⽤化学コース

准教授　⼾⽊⽥　雅利　様

ランチョンセミナー⾒どころ FS-1ユーザー様による講演

＜ トピックス ＞
● ⾼分⼦・半導体薄膜のエリプソメーター測定事例 
● サブモノレイヤーから多層膜の薄膜測定と解析 
● in situ リアルタイムエリプソメトリー計測による膜堆積評価 

51 FAX (03)5379-0811 名古屋 TEL (052)686-4794 FAX

⽇ 時  ３⽉11⽇（⽉曜）12:30〜13:15
会 場  東京⼯業⼤学 ⼤岡⼭キャンパス（⻄2号館4階W242室）
参加費 無料（お弁当付き）／ 定 員 100名

FS-1マルチスペクトルエリプソメーターは、⾮破壊で⾼感度に薄膜の膜厚や光学定数
を測定します。
特許取得の新MWE(Multi-WavelengthEllipsometer)技術と4⾊のLED光
（⻘ 465 nm, 緑 525 nm, ⻩ 580 nm, ⾚635 nm）を使⽤することで、⾼精度な薄
膜測定と簡単な測定を実現しました。

スパッタチャンバーへの搭載事例

これまでにない! 新しいエリプソメーターです！

「ポリマーブラシ表面への液晶アンカリング～
新規IPS液晶表示モード開発の基礎」

<講演題目：2>

「FS-1 マルチスペクトル・エリプソメーターと最新測定事例のご紹介」
メイワフォーシス株式会社　西村　俊祐 
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